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Корисна модель належить до електротехніки, а саме до неруйнівних методів контролю 
наявності дефектів у твердій ізоляції силових кабелів, і може бути використана при визначенні 
складу домішок та порушень технології виготовлення електричної ізоляції кабельно-
провідникової продукції та електроізоляційної техніки. 
Відомо спосіб визначення дефектів в шарі електричної ізоляції [1] рухомого провідника 5 
шляхом вимірювання падіння напруги на дослідженому шарі електричної ізоляції. 
Але, у відомому способі визначення дефектів в шарі електричної ізоляції рухомого 
провідника визначають тільки наявність дефектів без зазначення глибини їх розташування. 
Найбільш близьким за технічною суттю та найбільшою кількістю істотних ознак до 
запропонованого технічного рішення, яке взято за прототип, є спосіб визначення дефектів в 10 
електричній ізоляції [2]. Спосіб заснований на визначенні дефектів в шарі електричної ізоляції 
провідника, який рухається між електродами, шляхом вимірювання падіння напруги в шарі 
електричної ізоляції, який досліджують. Спосіб визначення дефектів полягає у пропусканні жили 
кабелю з поверхневим шаром електричної ізоляції через високовольтний електрод, який 
створює між ним та заземленою жилою зону іонізованого газу. Струмопровідна жила, яка 15 
заземлена, та зона іонізованого газу розділені шаром електричної ізоляції, створюють 
електричний конденсатор, порушення електричної міцності якого характеризує наявність 
дефекту в електричній ізоляції. 
Але, в прототипі "сухе випробування на прохід" дозволяє визначити тільки ті дефекти, які 
призводять до пробою електричної ізоляції, скриті дефекти всередині електричної ізоляції 20 
залишаються не визначеними. 
Задачею цього технічного рішення є визначення скритих дефектів всередині електричної 
ізоляції провідника. 
Задача вирішується тим, що відомий спосіб визначення дефектів в шарі електричної ізоляції 
провідника, який рухається між електродами, шляхом вимірювання падіння напруги в шарі 25 
електричної ізоляції, який досліджують згідно корисної моделі, проводять одночасно 
вимірювання різниці потенціалів між ємнісними давачами, розташованими на поверхні шару 
електричної ізоляції, яку досліджують, на відстані один від одного, яка визначає розрізнюваність 
виявлених дефектів, дозволяє збільшити точність визначення дефектів за рахунок виявлення 
всередині шару електричної ізоляції шляхом зміни відстані між ємнісними давачами, які 30 
повторюють форму еквіпотенціальних ліній електричного поля, які утворені імпульсами напруги 
в шарі електричної ізоляції. При наявності дефектів та включень в шарі електричної ізоляції 
провідника відбувається спотворення еквіпотенціальних ліній та зміни спектрального складу 
імпульсів, що реєструють ємнісні давачі на поверхні шару електричної ізоляції наявність 
дефектів в шарі електричної ізоляції визначають зміною різниці потенціалів між давачами та 35 
спотворенням форми реєстрованих ними імпульсів. Кількість давачів та відстань між ними 
визначають розрізнюваність дефектів. 
Це дозволяє збільшити точність визначення скритих дефектів всередині шару електричної 
ізоляції провідника за рахунок одночасного вимірювання різниці потенціалів між ємнісними 
давачами, розташованими на поверхні шару електричної ізоляції, який досліджують, на відстані 40 
один від одного, яка визначає розрізнюваність виявлених дефектів. 
В прототипі [2] дефекти визначають шляхом вимірювання падіння напруги на шарі 
електричної ізоляції, який досліджують. Але у прототипі не можна визначити скриті дефекти 
всередині шару електричної ізоляції. 
Порівняльний аналіз запропонованої корисної моделі з прототипом показує, що 45 
запропонований спосіб відрізняється від відомого тим, що визначення дефектів в шарі 
електричної ізоляції провідника проводять одночасно вимірюванням різниці потенціалів між 
ємнісними давачами, розташованими на поверхні шару електричної ізоляції, яку досліджують, 
на відстані один від одного, яка визначає розрізнюваність виявлених дефектів, дозволить 
збільшити точність визначення дефектів всередині шару електричної ізоляції провідника 50 
шляхом детального вивчення параметрів спектра і амплітуди зондуючого імпульсу. 
Порівняння запропонованого способу визначення дефектів в шарі електричної ізоляції 
провідника з іншими технічними рішеннями в даній галузі техніки показує, що визначення 
дефектів в шарі електричної ізоляції проводять одночасно вимірювання різниці потенціалів між 
ємнісними давачами, розташованими на поверхні шару електричної ізоляції, яку досліджують, 55 
на відстані один від одного, яка визначає розрізнюваність виявлених дефектів. 
Таке виконання способу визначення дефектів в шарі електричної ізоляції провідника 
відрізняє від відомих технічних рішень та дозволяє збільшити точність визначення дефектів в 
шарі електричної ізоляції за рахунок визначення дефектів всередині шару електричної ізоляції, 
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шляхом виміру різниці потенціалів між ємнісними давачами та форми імпульсу напруги і його 
частотному спектру на кожному давачі. 
Таким чином, все описане вище відрізняє запропонований спосіб визначення дефектів в 
шарі електричної ізоляції провідника від відомих технічних рішень та показує, що 
запропоноване технічне рішення має суттєві ознаки. 5 
Спосіб визначення дефектів електричної ізоляції провідника пояснюється кресленням, яке 
пояснює спосіб. Генератор імпульсів 1, зв'язаний з електродами 2 і 3 та шаром електричної 
ізоляції 4 провідника 5. На шарі електричної ізоляції 4 розташовані ємнісні давачі 6, 7, 8…, які 
з'єднані з вимірювальним комплексом 9. 
Здійснюється запропонований спосіб таким чином. 10 
При включенні генератора імпульсів 1 між його електродами 2 і 3 та шаром електричної 
ізоляції 4 провідника 5 з'являється напруга, яка створює електричне поле в досліджуваному 
шарі електричної ізоляції 4. В точках 6, 7, 8… на поверхні шару електричної ізоляції 4 
розташовані ємнісні здавачі 6, 7, 8…, що реєструють еквіпотенціальні лінії електричного поля, 
які створені імпульсами напруги в шарі електричної ізоляції 4. Тобто вимірювані потенціали в 15 
точках 6, 7, 8… на поверхні несуть інформацію про склад матеріалу всередині шару електричної 
ізоляції 4. Вимірюючи амплітуду та форму імпульсу напруги на поверхні шару електричної 
ізоляції 4 в точках 6, 7, 8…, визначають не тільки зміну потенціалу давача 6, але і спотворення 
форми імпульсу при наявності дефектів в шарі електричної ізоляції 4. Аналізуючи спектральний 
склад одержаних імпульсів з давачів 6, 7, 8… за допомогою обчислювального комплексу 9, 20 
визначають глибину залягання та параметри дефекту. Розташування давачів на поверхні 
ізоляції визначають формою електродів та товщиною досліджуваного шару електричної 
ізоляції. Подальше уточнення глибини залягання дефекту та одержання додаткової інформації 
про дефект виконують шляхом зміни параметрів зондуючого високовольтного імпульсу та зміни 
відстані між давачами. Так, підвищення амплітуди зондуючого імпульсу підвищить 25 
інформативність про іонізаційні процеси в дефектах, а зменшення фронту наростання 
дозволить більш детально аналізувати наявність сторонніх включень в електричній ізоляції. 
Використання запропонованого способу визначення дефектів в шарі електричної ізоляції 
провідника дозволить збільшити точність визначення дефектів всередині шару електричної 
ізоляції провідника шляхом детального вивчення параметрів спектра та амплітуди одержаних 30 
імпульсів від ємнісних давачів. 
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потенціалів між ємнісними давачами, розташованими на поверхні шару електричної ізоляції, яку 
досліджують, на відстані один від одного, яка визначає розрізнюваність виявлених дефектів. 
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